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(54) Zplsob stanoveni zévady vadné jednotky osazen$ integrovanymi obvody TTL nizks nebo

¥ ¥

stPedni hustoty integrace pomoci sondy mé¥ici impedanci

G8elem vyndlezu je zlep3eni soudasné-
ho stavu diagnostiky vadnfch vymdnngch jed-
notek, Uvedeného ddelu se dosdhne tim, ze
misto m3¥eni logickych stavi integrovanych
sbvodd se pomoci sondy méiFi impedance sub-
stritové diody v oropustndém smdru uvnit¥
integrovanéhs obvodu, 2z)i3t8nd impedance
ge prevddi na zvukovy signél, ktery se po-
rovndvéd se zvukovym signalem neporugeného
prechodu, prifemZ zména vysky tonu cha-
rakterizuje zdvadu. Postupnym odpojovdnim
celkl integrovanych obvodd lokalizujeme
vadnj vyvod integrovaného obvodu a tim jej

ﬂidentifikujeme. Tato metoda je urdena pro
diagnostiku bdZnfch chyb na logickfch des-
kdch osazenfch integrovanymi obvody TTL
nizké nebo stiedni hustoty integrace bez

 diskretnich souldsti. Podet prvkid se miZe
ponybovat kolem 20 - 60 integrovanych ob-
vodd napt. jednotka CPU Fidici logiky.
Daldi pouZiti je u jednotek se smiSenym
osazenim v piipadé, Ze lze srovnivat elek-
trické parametry vadné jednotky s jednot-
kou dobrou nao¥. feritové paméti, diodove
matice, &teci zesilovale MP, MD jednotky
interface. Tato metoda byla uUsp&sné vyu-
%ita i pPi jinfch servisnich odvétvi,
opravé nékolika typd elektronickyfch kalku-
1dtord a pFl vivoji raznych elektronickych
za¥izeni.
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Vyndlez re$i zpisob stanoveni zdvady vadné jednotky osa-
zené integrovanymi obvody TTL nizké nabo st¥edni hustoty in-
tegrace pomoci sondy m&¥ici impedanci, Tim se dosdhne zlepSe-
ni stavu diagnostiky vadnych jednotek libovolného elektronic-
kého zarizeni, osazendho integrovanymi obvody TTL nizké nebo
stedni hustoty integrace. '

Dosud zndmé metody zjistovdni vadnych prvkd vyménnych de-
sek spodivaji v m&¥eni logickych stavd integrovanych obvodil,
p¥idems se k zjisfovdni zdvady pouZivaji ndkladné testery nebo
je deska mé¥ena pod napétim ve vlastnim za¥izeni a toto zafi-
zeni tak blokuje pro vlastni dinnost.

Uvedené nedostatky jsou odstrandny zpUsobem stanoveni zd-
vady vadné jednotky osazené integrovanymi obvody TIL nizké ne-
bo st¥edni hustoty integrace pomoci sondy mé¥ici impedanci.
Jeho podstata spodivd v tom, Ze se mé¥i impedance prechodu
substrétové diody v propustném sm&ru uvnit¥ integrovaného ob-
vodu integrace, zjiSténd impedance se pYevadi na zZvukovy
signdl, ktery se porovndvéd se zvukovym signdlem neporuSeného
p¥echodu integrovanych obvodld, pricemZz zména vysky tonu charak-
terizuje zdvadu,

dlavai vyhody metody zjistovani zdvad vaedné jednotky osa-
zené integrovanymi obvody TTL podle tohoto vyndlezu spodivaji
v tom, e metoda Setii Eas pot¥ebny k odstrandni zévady oproti
jinym metoddm., Lze ji odstranit aZ 70 % vedkerych zdvad Siro-
kého spektra uvedenych obvodi. Pro opravu neni nutnd presnd
snalost logickych signdlé, Netodu mohou provddét i méné kvali-
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fikovani praédvnici bez pouziti dokumentace, Oprava jednctek
se provddi mimo zarizeni a tim se vytvari podminky pro SetF¥eni
strojového Jasu,

Na vykresu je naznaden priklad zapojeni metody zjistovéni
zévad vadné logické jednotky osazené integrovanymi obvody TTL
podle tohoto vynalezu tvorici diagnostickou sondu mérici impe-
danci.

Zapojeni pro stanoveni zdvady vadné jednotky osazené in-
tegrovanymi obvody TTL nizké nebo stfedni hustoty integrace
podle tohoto vyndlezu se vyznaluje tim, Ze sbérnice 2. napi-
jeni vadné jednotky 1. je pFripojena k napdjecimu vstupu 8.
prevodnlku 5. impedance na kmitolet pomoci napdjeciho vede-
ni e prlc emz vstup S. Jje pripojen na hrot 4. dlagnostlcke
sondy 7. a vystup 10, pFevodniku 5. impedance na kmitolet je
priveden n%dzaizgﬁgyustlckeho ménide 6

Hrotem 4. sondy#éalutugeme elektrické parametry vsech
vyvodl polovodicdovych prechodd substrdtovych diod integrova=-
nych obvodd, Pri zméné zvukového signdlu, ktery znadf zménu
elektrického parametru a tim i zdvadu, mimo vyjimky jakc nap?.
obvod 7450 vyvody pro expander, Yadny vyvod integrovaného ob-
vodu oznalime, postupnym odpojovanim celkd pFeruSenim tidtd-
ného spoje lokalizujeme vadny vyvod integrovaného obvodu a tim
jeJ identifikujeme, Tento pracovni postup je urden pro diag-

nostiku bé&Znych chyb na logickych deskédch osazenych integrova-

nymi obvody TTL nizké nebo st¥edni hustoty integrace bez dis-
kretnich souldsti, Polet prvkl se miuZe pohybovat kolem 20 -
- 60 integrovanych obvodd jako je nap¥, jednotka CPU rldlcl
logiky.

Dal3i moZnosti pouZiti je u jednotek se smiSenym osazenim
v pFipadé, Ze lze srovndvat elektrické parametry vadné jednot-
ky s jednotkou dobrou, nap¥, feritové pam&ti, diodové matice,
¢teci zesilovale., Tato metoda byla UspéSnd vysgkoudena iv ji-
nych odvétvi servisu sa pri vyvoji ruznych elektronlckych zarl-
zeni, '
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Zpisob stanoveni zdvady vadné jednotky osazené integ-
rovanymi obvody TTL nizké nebo st¥edni hustoty integrace
pomoci sondy mérici impedanci vyznadujici se tim, Ze se
mé${ impedance pf‘echo%}.z‘rz b tr'teyé diody v propustném smé-
ru uvnit? integrovaného obvodu%g&ﬁﬁv~integrace, zjIi3téna
impedance se previdi na zvukovy signdl, ktery se porovnavé

se zvukovym signdlem neporudeného prechodu integrovanych
obvodd, pFilemz zména vysky tonu-charakterizuje zévadu.

Zaepojeni pro stanoveni zdvady vadné jednotky osazené
integrovanymi obvody TTL nizké nebo stiedni hustoty integ-
race podle bodu 1, vyznadujici se tim, Ze sbérnice (2) na-
pdjeni vadné jednotky (1) je pPipojena k napdjecimu vstu-
pu (8) prevodniku (5) impedance na kmitolet pomoci napdje-
ciho vedeni (3), pPridemZ vstup (9) je pFipojen na hrot (4)
diagnostické sondy (7) a vystup (10) pFevodniku (5) impe-
dance na kmitodet je pYiveden na vstup akustického méni-
Ze (6).

1 vykres
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